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System reliability estimation during early design phases facilitates informed decisions for the integration of effective protection mechanisms against different classes of hardware faults. When not all system abstraction layers (technology, circuit, microarchitecture, software) are factored in such an estimation model, the delivered reliability reports must be excessively pessimistic and thus lead to unacceptably expensive, over-designed systems. We propose a scalable, cross-layer methodology and supporting suite of tools for accurate but fast estimations of computing systems reliability. The backbone of the methodology is a component-based Bayesian model, which effectively calculates system reliability based on the masking probabilities of individual hardware and software components considering their complex interactions. Our detailed experimental evaluation for different technologies, microarchitectures, and benchmarks demonstrates that the proposed model delivers very accurate reliability estimations (FIT rates) compared to statistically significant but slow fault injection campaigns at the microarchitecture level.



Cross-layer system reliability assessment framework for hardware faults / Vallero, Alessandro; Savino, Alessandro; Politano, GIANFRANCO MICHELE MARIA; DI CARLO, Stefano; Chatzidimitriou, A.; Tselonis, S.; Kaliorakis, M.; Gizopoulos, D.; Riera, M.; Canal, R.; Gonzalez, A.; Kooli, M.; Bosio, A.; Di Natale, G.. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1-10. (Intervento presentato al  convegno 47th IEEE International Test Conference (ITC) tenutosi a Forth Worth, TX, USA nel 2016) [10.1109/TEST.2016.7805863].
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				Abstract

				System reliability estimation during early design phases facilitates informed decisions for the integration of effective protection mechanisms against different classes of hardware faults. When not all system abstraction layers (technology, circuit, microarchitecture, software) are factored in such an estimation model, the delivered reliability reports must be excessively pessimistic and thus lead to unacceptably expensive, over-designed systems. We propose a scalable, cross-layer methodology and supporting suite of tools for accurate but fast estimations of computing systems reliability. The backbone of the methodology is a component-based Bayesian model, which effectively calculates system reliability based on the masking probabilities of individual hardware and software components considering their complex interactions. Our detailed experimental evaluation for different technologies, microarchitectures, and benchmarks demonstrates that the proposed model delivers very accurate reliability estimations (FIT rates) compared to statistically significant but slow fault injection campaigns at the microarchitecture level.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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